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摘要(译)

非侵入式光学测量系统包括彼此机械耦合的二维光子集成电路（PIC）阵
列。每个PIC被配置为将样本光发射到解剖结构中，使得样本光被解剖结
构散射，从而导致生理编码信号光从解剖结构出射。每个PIC进一步被配
置用于检测信号光。该非侵入式光学测量系统还包括处理电路，该处理
电路被配置为分析来自每个PIC的检测到的信号光，并且基于该分析，确
定解剖结构中生理事件的发生和三维空间位置。
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